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当該組織、設備及びその手順は、この認証書を発行したIECQ 認証機関により IECQ 03-1 および IECQ 03-6 

に従って評価され、IECQ 独立試験所審査プログラム要求スキーム 及び ISO/IEC 17025:2017のIECQ制度に

おける電子部品試験に適用される項目について審査の結果、独立試験所に要求される該当項目に適合すること

を確認しました 。 

 
認証範囲: 

 

－ 環境試験 

－ 強度試験 
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試験対象部品  
固定コンデンサ、固定抵抗器、半導体集積回路 

 

環境試験 
IEC 60068-2-1:2007 低温（耐寒性）試験 

IEC 60068-2-2:2007 高温（耐熱性）試験 
 

 

強度試験 
JEITA ED-4701/302B:2020  

半導体デバイスの環境及び耐久性試験方法（強度試験 I-2） 

試験方法 305E デバイス帯電モデル静電破壊試験（CDM/ESD） 
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測定範囲 

 
受動部品 

品種／部品名 測定可能な特性値：                   測定範囲 

固定コンデンサ 

(1)耐電圧（直流）：       AC、DC  0 ～ 5kV 

(2)絶縁抵抗 ：         5×105Ω ～ 1014Ω 

(3)漏れ電流 ：         1×10-3 A ～ 10-11 A 

(4)静電容量 ：         18pF＊ ～ 1F＊ 

(5)誘電正接(Dファクタ）：   10＊以下 

(6)インピーダンス ：      1Ω ～ 10＊ MΩ 

  注：＊印は測定電圧により異なる  

固定抵抗器 

(1)抵抗値 ：          1Ω～100MΩ 

(2)絶縁抵抗 ：         5×105 Ω ～  2×1014 Ω 

(3)耐電圧 ：          AC、DC  0 ～ 5kV 

ディジタル集積回路 

・ＣＭＯＳ ＩＣ 

(1)高レベル出力電圧 ：     ±30V 

(2)低レベル出力電圧 ：     ±30V 

(3)高レベル入力電圧 ：     ±20V 

(4)低レベル入力電圧 ：     ±20V 

(5)高レベル出力電流 ：     ±300mA 

(6)低レベル出力電流 ：     ±300mA 

(7)静的消費電流 ：       ±300mA 

(8)入力電流 ：         ±300mA 
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